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○EMI/EMS testing circuitry

C1、C2、C3、C4、C6、C7 ：  3μF 100V  Seramic capacitor

C5 ：  220μF 80V  Electrolytic capacitor

C8　 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

C9 ：  0.1μF  Film capacitor

L1、L2 ：  1.3μH   Choke Coil

SA1 ：  ERZV10D101 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

SA2、SA3 ：  ERZV07D820 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

or equivalent

  Fig.2 testing circuitry (No.6)

  Fig.1 testing circuitry (No.1and No.2)
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○EMI/EMS testing circuitry

C1、C2、C4 ：  0.33μF 250V  Film capacitor

C3 ：  33μF 100V  Electrolytic capacitor

C5、C6 ：  4700pF 250V  Seramic capacitor

C7 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

C8 ：  0.1μF  Film capacitor

LF1、LF2 ：  3.0mH  5A  Common mode Choke Coil

SA1、SA2 ：  ERZV10D101 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

SA3  ：  DSA-302MA (MITSUBISHI MATERIALS CORP ADVANCED PRODUCTS)

or equivalent

  Fig.4 testing circuitry (No.6)

  Fig.3 testing circuitry (No.1, No.2, No.4 and No.7)
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○EMI/EMS testing circuitry

C1 ：  33μF 100V  Electrolytic capacitor

C2 ：  4700pF 250V  Seramic capacitor

C3 ：  0.1μF  Film capacitor

C4 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

or equivalent

  Fig.5 testing circuitry (No.3 and No.5)
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Surge immunity test
ｻｰｼﾞｲﾐｭﾆﾃｨ試験

１.  Mｅｔｈｏｄ －　according to EN61000-4-5 －
(1) Points to be applied voltage 

電圧印加箇所
- Line to line (ﾗｲﾝ - ﾗｲﾝ間 : ﾉｰﾏﾙ) -

1)  Between input pin (+V) and input pin (-V)
入力ﾋﾟﾝ(+V) - 入力ﾋﾟﾝ(-V)
- Line to case pin (ﾗｲﾝ - ｹｰｽﾋﾟﾝ間 : ｺﾓﾝ) -

2)  Between input pin (+V) and case pin
入力ﾋﾟﾝ(+V) - ｹｰｽﾋﾟﾝ

3)  Between input pin (-V) and case pin
入力ﾋﾟﾝ(-V) - ｹｰｽﾋﾟﾝ

(2) Test at the selected levels shown below
印加電圧(ﾚﾍﾞﾙ)は、下表に従う

(3) Change the polarity (+/-) of applied voltage
印加極性 +/-の条件でそれぞれ実施

(4) Number of tests : Six positive and six negative at selected points.
試験の回数 : それぞれの印加箇所で、正負各６回試験する

(5) Repetition rate : maximum 1/min.
繰り返し速度 : 最大１回／分 (１分以上の間隔をおく)

                      Test levels of EN61000-4-5

２.  Cｏｎｄｉｔｉｏｎs
(1) Input            : DC48V
(2) Output          : Rated output
(3) Ambient temp. : 25±10℃
(4) Testing circuitry : Refer to item 5

3.  Cｏｎｄｉｔｉｏｎｓ oｆ Aｃｃｅｐｔａｂｉｌｉｔｙ
   Line to line : According to EN50082-2 (EN61000-4-5 Level 3)
   ﾗｲﾝ - ﾗｲﾝ間 (ﾉｰﾏﾙ) : EN50082-2(EN61000-4-5  ﾚﾍﾞﾙ3)を満足すること
   Line to earth : According to EN50082-2 (EN61000-4-5 Level 4)
   ﾗｲﾝ - ｹｰｽﾋﾟﾝ間 (ｺﾓﾝ) : EN50082-2(EN61000-4-5  ﾚﾍﾞﾙ4)を満足すること

4.  Rｅｓｕｌｔ 

 All are satisfactory to item　3: OK
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4Level 1 2 3
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Tested by H.Senda
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5.  Testing circuitry 
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Surge immunity test
ｻｰｼﾞｲﾐｭﾆﾃｨ試験

１.  Mｅｔｈｏｄ －　according to EN61000-4-5 －
(1) Points to be applied voltage 

電圧印加箇所
- Line to line (ﾗｲﾝ - ﾗｲﾝ間 : ﾉｰﾏﾙ) -

1)  Between input pin (+V) and input pin (-V)
入力ﾋﾟﾝ(+V) - 入力ﾋﾟﾝ(-V)
- Line to case pin (ﾗｲﾝ - ｹｰｽﾋﾟﾝ間 : ｺﾓﾝ) -

2)  Between input pin (+V) and case pin
入力ﾋﾟﾝ(+V) - ｹｰｽﾋﾟﾝ

3)  Between input pin (-V) and case pin
入力ﾋﾟﾝ(-V) - ｹｰｽﾋﾟﾝ

(2) Test at the selected levels shown below
印加電圧(ﾚﾍﾞﾙ)は、下表に従う

(3) Change the polarity (+/-) of applied voltage
印加極性 +/-の条件でそれぞれ実施

(4) Number of tests : Six positive and six negative at selected points.
試験の回数 : それぞれの印加箇所で、正負各６回試験する

(5) Repetition rate : maximum 1/min.
繰り返し速度 : 最大１回／分 (１分以上の間隔をおく)

                      Test levels of EN61000-4-5

２.  Cｏｎｄｉｔｉｏｎs
(1) Input            : DC48V
(2) Output          : Rated output
(3) Ambient temp. : 25±10℃
(4) Testing circuitry : Refer to item 5

3.  Cｏｎｄｉｔｉｏｎｓ oｆ Aｃｃｅｐｔａｂｉｌｉｔｙ
   Line to line : According to EN50082-2 (EN61000-4-5 Level 3)
   ﾗｲﾝ - ﾗｲﾝ間 (ﾉｰﾏﾙ) : EN50082-2(EN61000-4-5  ﾚﾍﾞﾙ3)を満足すること
   Line to earth : According to EN50082-2 (EN61000-4-5 Level 4)
   ﾗｲﾝ - ｹｰｽﾋﾟﾝ間 (ｺﾓﾝ) : EN50082-2(EN61000-4-5  ﾚﾍﾞﾙ4)を満足すること

4.  Rｅｓｕｌｔ 
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5.  Testing circuitry 
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